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Abstract

This paper suggests an algorithm to measure low-level radiation by radiation measuring devices, and the other

algorithm to improve reaction speed of the device to better respond to dramatic changes in radiation amount. The

former algorithm to improve the accuracy of measuring low-level radiation takes advantage of a dual window

radiation measurement method which is based on accumulated average of pulses gathered by a radiation

measuring sensor. The latter algorithm is to enhance reaction speed of a measuring device to more sensitively

react to dramatic changes in radiation amount by adopting a dual window radiation measurement method which

analyzes data patterns newly put into for six seconds. To verify the suggested algorithms, a hardware—which

consists of sensor and high-voltage generator, controller, charger and power supply circuit, wireless

communication part, and display part—was used. Tests conducted on the dual window radiation measurement

method as used in the suggested algorithm have proved that accuracy improves to measure low-level radiation of

5uSv/h, and linearity also gets better. Other tests were conducted to see whether the suggested algorithm

enhances the reaction speed of a radiation measuring device so that the device responds better to dramatically

changing radiation amount. The experimental results have shown meaningful changes in numbers after six

seconds. Therefore, the conclusions are made that the algorithm enhances the reaction speed of the device.

요 약

 본 논문에서는 방사선 측정장치의 저준위 방사선 측정 알고리즘과 방사선량의 급격한 변화에 따른 장치의 반응 

속도개선을 위한 알고리즘 및 장치의 구성을 제안한다. 저준위 방사선 측정의 측정 정밀도를 개선하기 위한 알고

리즘은 방사선 측정센서로부터 수집된 펄스의 누적평균을 기준으로 하는 듀얼 윈도우 방사선 수치 측정법을 사용

한다. 방사선량의 급격한 변화에 따른 장치의 반응 속도개선을 위한 알고리즘은 신규로 입력된 6초 동안의 데이

터 패턴분석을 통한 듀얼 윈도우 방사선 수치 측정법을 사용한다. 제안된 알고리즘의 검증을 위한 하드웨어 장치

로는 센서 및 고전압 발생부, 제어부, 충전 및 전원회로부, 무선통신부, 디스플레이부 등으로 구성되어 있다. 제안

된 알고리즘에서 사용한 듀얼 윈도우 방사선 수치 측정법을 실험한 결과, 기존 5uSv/h 수준의 저선량 한계에서 

대체로 불확도가 낮아지고 선형성이 개선됨을 확인할 수 있었다. 또한 급격한 방사선량의 변화에 대한 장비의 반

응속도 개선에 대해 실측실험을 통해 6초 이후에 변화된 수치가 반응함을 확인하였다. 따라서 제안된 알고리즘이 

급격한 변화에 따른 장치의 반응속도가 개선됨을 확인할 수 있었다.
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1. 서론

방사선 측정 기술은 수십년간 원자력 분야에서 폭

넓게 사용되고 있는 기술로, 대표적으로 가이거 뮬러

관(GM 계수기)을 사용한 방사선 이온화 정도를 측정

하여 흡수 에너지를 정량화하는 측정방법이 가장 보편

적인 방법이라 할 수 있다.[1] 과거 산업 및 의료분야

에만 국한 되었던 방사선 측정에 대한 요구가 일본의

원전사고 등으로 이제는 사회 전반에서 안전을 담보하

기 위한 중요한 정보가 되었다. 식품 및 산업용 재료,

공산품 등에서도 방사선의 피폭에 대한 우려를 고려해

야 하는 상황에 놓이게 되었다. 따라서 수시로 실시간

자연(공기, 바닷물, 수입수출 농수축산물, 산업용 공산

품 및 산업용 재료 등) 방사선 및 환경 방사선 등을

측정해야하는 필요성이 대두되고 있는 실정이다.

한편, 방사선을 사용한 다양한 분야에서 작업 종사

자 및 병원 및 연구시설, 산업 현장 등에서 방사선 측

정을 통해 방사선 피폭의 피해를 최소화하는 예방 및

안전이 중요하다. 따라서 방사선 측정장치의 필요성이

증가하고 있으며, 장치의 신뢰성을 확보하는 것이 무

엇보다 중요하다 할 수 있다. 기존의 방사선 측정장치

는 고성능 센서를 사용하여 특정 분야에 주로 사용되

며, 고가의 장비로 개발되는 실정이라 할 수 있다. 또

한 장비의 제조사에 따라서 장비의 반응 속도가 현격

하게 차이가 나며, 이러한 장치의 반응속도는 산업현

장이나 실제 장치의 운용에 있어 많은 영향을 끼칠 수

있다. 본 논문에서는 방사선 측정장치의 저준위 방사

선 측정 알고리즘과 방사선량의 급격한 변화에 따른

장치의 반응 속도개선을 위한 알고리즘 및 장치의 구

성을 제안한다.

2. 방사선 측정 기술에 관련된 연구

본 장에서는 방사선 측정 기술과 관련된 선행기술에

대하여 논한다.

2개의 검출 센서를 적용하여 저준위의 방사선을 측

정하는 방법으로 포토다이오드를 사용하여 저준위를

GM Tube를 사용하여 중·고준위를 측정하는 방법이

발표되었다.[2] 이 방법은 2개의 검출 센서를 통해 다

이나믹 레인지를 구성하여 저준위를 측정할 수 있으

나, 회로 및 장치의 구성이 복잡해지고 구성을 위해

각각의 측정 알고리즘을 추가로 구성해야 하는 어려움

이 있다. 실리콘 핀 포토다이오드를 이용해 전자선량

계를 설계를 하여 저준위의 방사선을 측정하는 방법이

발표되었다.[3] 이 방법은 실리콘 핀 다이오드를 사용

하여 감도 및 방사선에 의한 펄스 획득이 용이한 점이

있으나. 저준위 방사선 감지를 위한 알고리즘이 필요

하며 저준위방사선 측정의 선형성을 보완해야 하는 단

점이 있다. 핀 포토다이오드와 CSI 섬광체를 결합하여

개인용 피폭선량을 측정하는 방법이 발표되었다.[4] 이

방법은 GM Tube를 적용하여 저선량의 수치를 측정이

용이하다. 그러나 회로를 구성하는데 소요되는 비용이

상대적으로 고가이고 저준위 방사선의 신뢰성 있는 측

정결과에 대한 접근이 미흡하며, 방사선량의 급격한

변화에 대응하는 알고리즘이 없는 단점이 있다. 2개의

GM Tube를 사용하여 다이나믹 레인지를 구성하여 저

준위부터 1Sv/h에 이르는 고준위 영역까지 측정이 가

능한 방법이 발표되었다.[5] 이 방법은 선량변화에 따

른 빠른 응답을 위한 알고리즘 등이 적용되어 있으며,

2개의 GM Tube를 사용하여 저선량의 측정에도 용이

하다. 그러나 2개의 GM Tube를 구성하는 회로의 크

기가 커지고 설계비용이 고가로 드는 단점이 있다. 앞

서 언급한 바와 같이 지금까지 발표된 연구들은 저준

위 방사선 측정 알고리즘과 방사선량의 급격한 변화에

따른 장치의 반응 속도개선을 위한 알고리즘을 동시에

가진 연구결과가 전무한 실정이다. 따라서 본 논문에

서는 방사선 측정장치의 저준위 방사선 측정 알고리즘

과 방사선량의 급격한 변화에 따른 장치의 반응 속도

개선을 위한 알고리즘 및 장치의 구성을 제안한다. 저

준위 방사선 측정의 측정 정밀도를 개선하기 위한 알

고리즘은 방사선 측정센서로부터 수집된 펄스의 누적

평균을 기준으로 하는 듀얼 윈도우 방사선 수치 측정

법을 사용한다. 방사선량의 급격한 변화에 따른 장치

의 반응 속도개선을 위한 알고리즘은 신규로 입력된 6

초 동안의 데이터 패턴분석을 통한 듀얼 윈도우 방사

선 수치 측정법을 사용한다. 또한 본 논문에 제안된

알고리즘을 사용하여 방사선 측정장치를 구성하면, 2

개 이상의 센서를 혼용하여 사용하지 않고 1개의 방사

선 검출기를 사용하여 회로를 구성할 수 있으므로 기

존의 방사선 장치에 비하여 저가로 설계가 가능하

다.[6]

3. 제안하는 방법

3.1 전체 하드웨어 구성 블록도

본 논문에서 제안하는 방사는 측정장치의 전체 하드

웨어 구성 블록도는 그림 1과 같이 센서 및 고전압 발

생부, 제어부, 충전 및 전원회로부, 무선통신부, 디스플
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레이부 등으로 구성되어 있다.

센서 및 고전압 발생부는 먼저 GM Tube(LND713)

센서로부터 방사선을 센싱하여 고전압 발생부로 전달

한다. 고전압 발생부는 1차 30V 전원 생성을 위해

A8735 디바이스를 사용하여 펄스형 30V 전원을 생성

하게 된다. 다음에 트랜스를 사용하여 500V 대의 2차

고전압을 생성한다. 지속적인 펄스의 공급은 많은 양

의 전력을 소비하므로, 휴대형 방사선 검출기의 반응

도에 따른 고전압 발생이 중요하게 된다. 이를 위해

방사선 검출기의 반응 정도에 따라 제어부의 프로세서

가 고압 캐패시터 충전을 위한 펄스의 주기 및 수를

실시간으로 조절하여 전력소비를 최소화 화였다.[7] 제

어부는 ATMEGA328P의 마이크로프로세서를 사용하

여 전체시스템을 제어하도록 하였다. 충전 및 전원회

로부는 LM3658 디바이스를 사용하여 Li-ion 배터리의

충전 및 각 시스템 구성부에 필요한 전원을 공급하도

록 구성하였다. 무선통신부는 스마트폰 또는 PC와의

무선 데이터 전송을 위하여 블루투스 2.1 버전의

FB155BC 모듈을 탑재하여 스마트폰 앱을 통해 실시

간 모니터링을 목적으로 설계하였다. 디스플레이부는

Custom LCD 사용을 위해 MC5502 Custom LCD 전

용 드라이버를 사용하고 제어부를 통해 디스플레이 내

용을 전달, 제어하도록 설계하였다. 한편, 누적된 방사

선량의 측정이 필요하기 때문에 추가적으로 RTC(Real

Time Clock) 회로를 설계하였다.

Fig. 1. The Block Diagram of Overall Hardware

그림 1. 전체 하드웨어 구성 블록도

3.2 펌웨어

설계과정에 따라 하드웨어가 설계된 이후에

ATMEL사의 ATMEGA328P 마이크로프로세서를 위

한 GCC toolchain인 GNUGCC 컴파일러를 사용하여

크로스컴파일 환경을 구축 하였다. 소스작성 및 디버

깅을 위해 어셈블러 및 시뮬레이터를 포함하고 있는

ATMEL사의 AVR Studio 4를 사용하였다.

3.3 저준위 방사선 측정을 위한 알고리즘

기존 5uSv/h 수준의 저선량 한계의 정확도를

0.1uSv/h ~ 5uSv/h 수준까지로 저선량 측정 정확도를

개선하기 위한 듀얼 윈도우 방사선 수치 측정법 알고

리즘을 제안한다.[8] 제안된 알고리즘은 방사선 측정센

서로부터 수집된 펄스의 누적평균을 기준으로 하는 듀

얼 윈도우 방사선 수치 측정법을 사용한다. 그림 2는

본 논문에서 제안된 저준위 방사선 측정을 위한 알고

리즘의 전체 흐름도를 나타내고 있다. 방사선 측정센

서로부터 수집된 펄스의 누적평균을 기준으로 하는 듀

얼 윈도우 방사선 수치 측정법 알고리즘은 512초 데이

터 누적 및 평균 과정, 캘리브레이션에 의해 보정된

센서 표준 테이블과 비교 과정, 평균화된 매초의 펄스

수에 대한 방사선량 변환 과정, 방사선량 및 누적선량

출력 과정 등으로 구성되어져 있다. 그림 2(a), 그림

2(b)의 512초 데이터 누적 및 평균 과정은 FIFO 구조

로 512초 동안 지속적으로 입력된 입사 방사선에 대한

펄스를 카운트하여 누적 저장한다. 초기 512초 동안에

안정적인 방사선량을 제공함에 있어 512초가 되는 지

점까지 누적된 시간(초)단위의 누적 펄스수를 해당 시

간에 맞추어 평균한 평균값과 누적선량을 동시에 전달

한다. 그림 2(c)의 캘리브레이션에 의해 보정된 센서

표준 테이블과 비교 과정은 방사선 측정 장치에 적용

된 센서가 가지는 특성이 각기 미세한 차이를 가지고

있으므로 측정 가능한 모든 구간에 대한 대표지점을

기준으로 캘리브레이션을 수행한다. 이때 각 구간별

선형성과 센서 표준 테이블의 값 등을 고려하여 센서

특성을 보상하여 실측시 정상적인 값이 출력되도록 한

다.[8] 그림 2(d)의 평균화된 매초의 펄스 수에 대한

방사선량 변환 과정은 누적평균된 펄스 수에 대하여

측정 펄스에 대한 방사선량 기준 테이블에 맞추어 방

사선량으로 변환한다. 방사선량 및 누적선량 출력 과

정은 펄스 수의 방사선량 및 누적선량의 수치정보를

제어부를 통해 디스플레이부로 출력하여 사용자에게

방사선량 및 누적선량 정보를 전달할 수 있도록 한

다.[9]
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Fig 2. Overall flow of algorithm for low-level

radiation measurement

그림 2. 저준위 방사선 측정을 위한 알고리즘의 전체

흐름도

3.4 방사선량의 급격한 변화에 따른 장치의 반응 속

도개선을 위한 알고리즘

방사선량의 급격한 변화에 따른 장치의 반응 속도개

선을 위한 알고리즘은 신규로 입력된 6초 동안의 데이

터 패턴분석을 통한 듀얼 윈도우 방사선 수치 측정법

을 사용한다. 그림 3은 본 논문에서 제안된 방사선량

의 급격한 변화에 따른 장치의 반응 속도개선을 위한

알고리즘의 전체 흐름도를 나타내고 있다.

방사선량의 급격한 변화에 따른 장치의 반응 속도개

선을 위한 알고리즘은 512초 데이터 누적 및 평균 과

정, 신규 6초건의 초당 펄스 수의 경향 분석 과정, 급

격한 펄스수의 지속적인 변화가 지속 감지시 감지된

마지막값 출력 과정, 신규 초당 펄스 수에 대한 누적

평균 과정 등으로 구성되어져 있다. 그림 3(a)의 512초

데이터 누적 및 평균 과정은 FIFO 구조로 512초 동안

지속적으로 입력된 입사 방사선에 대한 펄스를 카운트

하여 누적 저장한다. 초기 512초 동안에 안정적인 방

사선량을 제공함에 있어 512초가 되는 지점까지 누적

된 시간(초)단위의 누적 펄스수를 해당 시간에 맞추어

평균한 평균값과 누적선량을 동시에 전달한다. 그림

3(b)의 신규 6초건의 초당펄스수의 경향 분석 과정은

첫 번째 윈도우의 최근 6초의 구간을 두 번째 윈도우

로 지정하여 6초 동안의 매초 펄스 수를 모니터링 한

다. 6초간 지속적으로 증가 또는 감소하는 경우에 두

번째 윈도우에 의해 누적평균된 값을 적용한다. 그림

3(c)의 급격한 펄스수의 지속적인 변화가 지속 감지시

감지된 마지막값 출력 과정은 첫 번째 윈도우의 최근

6초의 초당 펄스수를 실시간으로 모니터링 하여 전체

누적평균을 기준으로 10% 이상 값의 변화가 지속적으

로 평균치에 비해 증가하거나 감소하는 패턴이 감지되

면 즉시 마지막 입력된 펄스수의 값을 전체 윈도우를

구성하는 메모리에 업데이트한다.[10] 그림 3(d)의 신

규 초당 펄스 수에 대한 누적평균 과정은 급격한 펄스

수의 변화에 의해 두 번째 윈도우에 의해 누적평균된

값을 업데이트하여 디스플레이 한 이후에 첫 번째 윈

도우에 업데이트된 누적평균값에 더하여 신규 초당 펄

스수를 지속적으로 추가하여 누적평균하도록 한다.[11]

Fig 3. Overall flow of an algorithm for improvement

of reaction speed according to the rapid

change of radiation dose

그림 3. 방사선량의 급격한 변화에 따른 장치의 반응

속도개선을 위한 알고리즘의 전체 흐름도

4. 실험 결과 및 고찰

4.1 실험 환경

본 실험을 진행한 환경은 그림 4와 같이 저준위에

서 최대 13mSv/h 레인지에서의 방사선 조사 및 테스

트가 가능한 공인 시험기관의 장비를 사용하여, 시험

및 공인 성적을 발급받는 방식으로 실험을 진행하였

다. 당초 방사선 측정장치의 저준위 방사선 측정에서

기준 조사 방사선량에 대해 측정값이 ±값으로 출렁

이는 폭이 큼이 확인되어 저준위 방사선 측정을 위한

자동 calibration 포인트를 5uSv/h로 추가하였다. 또

한 저준위 측정을 위한 첫번째 윈도우(누적 측정시

간)를 512초로 설정하였다. 급격히 변화하는 방사선

량의 값을 즉시 갱신하기 위한 두 번째 윈도우(누적

시간)를 설정하여 종전보다 저선량에서 정밀하고 안

정적인 방사선량 값을 제시할 수 있는 환경을 구성하

였다.[9] 그림 5와 같이 본 논문에서 제작한 방사선

측정 장치는 예정된 0.1uSv/h ∼ 10mSv/h 구간에서

calibration을 통해 실제 센서가 가지는 특성 데이터

를 모든 구간에서 실측하였다.[10] 다음에 측정결과를

calibration 테이블에 반영하여 이후 휴대용 방사선
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측정장치로 사용되는 GM Tube 검출기의 측정 펄스

에 대한 사용자 디스플레이 값의 기준을 제공한다.[7]

실제 조사 테스트는 먼저 calibration을 진행하고 이

후 레인지로 3포인트를 지정하고 각 레인지에서 3포

인트의 방사선량을 실측하는 방식으로 실험을 진행하

였다.

Fig 4. Accredited testing laboratory equipment

capable of Irradiation and test

그림 4. 방사선 조사 및 테스트가 가능한 공인

시험기관의 장비

Fig 5. Radiation measuring devices of proposed

system

그림 5. 본 논문에서 제안하는 방사선 측정장치

4.2 실험 결과 고찰

1) 저준위 방사선 측정을 위한 알고리즘에 대한 실

험결과 및 고찰

방사선 측정센서로부터 수집된 펄스의 누적평균을

기준으로 하는 듀얼 윈도우 방사선 수치 측정법을 사

용하여, 4개의 샘플 시료에 대하여 기존 측정 알고리

즘이 적용된 방사선 측정장치와 본 논문에서 제안된

측정 알고리즘이 적용된 방사선 측정장치를 사용하여

선형성 및 불확도를 측정하였다. 표 1은 4개 샘플 시

료에 대한 공인 시험기관의 공인시험성적서의 내용을

나타내고 있다. 4개의 샘플 시료에서 공통적으로 본

논문에서 제안된 측정 알고리즘을 적용한 경우에 대체

로 불확도가 낮아지고 선형성이 개선됨을 확인할 수

있었다.[12]

Table 1. Certified test reports by certified

testing laboratory

표 1. 공인시험기관의 공인시험성적서

분류 기존 측정 알고리즘 제안된 측정 알고리즘

선질
기준

선량률

피교정기

측정값

상대확장

표준불확도(%) 

피교정기

측정값

상대확장

표준불확도(%) 

137Cs

(시료1)

2 μSv/h 1.2 μSv/h
48 %

(k=2.57)

1.3 μSv/h
34 %

(k=2.45)
5 μSv/h 4.6 μSv/h 4.0 μSv/h
8 μSv/h 7.5 μSv/h 7.1 μSv/h

137Cs

(시료2)

2 μSv/h 1.6 μSv/h
15 %

(k=2.45)

1.9 μSv/h
9.6 %

(k=2)
5 μSv/h 4.4 μSv/h 4.5 μSv/h

8 μSv/h 7.3 μSv/h 6.8 μSv/h

137Cs

(시료3)

2 μSv/h 1.3 μSv/h
50 %

(k=2.36)

1.8 μSv/h
25 % 

(k=2)
5 μSv/h 5.2 μSv/h 4.7 μSv/h

8 μSv/h 7.5 μSv/h 7.5 μSv/h

137Cs

(시료4)

2 μSv/h 1.5 μSv/h
44 %

(k=4.30)

1.6 μSv/h
13 %

(k=2)
5 μSv/h 4.9 μSv/h 4.4 μSv/h

8 μSv/h 8.1 μSv/h 7.5 μSv/h

그림 6(a)은 기존 측정 알고리즘을 적용한 방사선

측정장치의 저준위 방사선 측정 그래프를 나타내고,

그림 6(b)는 본 논문에서 제안된 측정 알고리즘을 적

용한 방사선 측정장치의 저준위 방사선 측정 그래프를

나타내고 있다. 그림 6(a)에서는 저준위 기준인

5uSv/h에서 선형성이 떨어지지만, 그림 6(b)에서는

5uSv/h이하의 저준위에서 선형성이 개선됨을 확인할

수 있었다.[13]

Fig 6. Graph of low level radiation(5uSv/h)

measurement

그림 6. 저준위 방사선(5uSv/h) 측정 그래프

2) 방사선량의 급격한 변화에 따른 장치의 반응 속

도개선을 위한 알고리즘에 대한 실험결과 및 고찰

신규로 입력된 6초 동안의 데이터 패턴분석을 통한

듀얼 윈도우 방사선 수치 측정법을 사용하여, 10개의
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샘플 시료에 대하여 기존 측정 알고리즘이 적용된 방

사선 측정장치와 본 논문에서 제안된 측정 알고리즘이

적용된 방사선 측정장치를 사용하여 급격한 변화에 따

른 장치의 반응 속도개선을 측정하였다.

그림 7은 5uSv/h의 방사선 조사선량에서 50uSv/h로

방사선 조사선량으로 급격히 증가시켰을 경우의 방사

선량 측정 그래프이다. 그림 7에서 나타난 바와 같이

5uSv/h에서 50uSv/h로 방사선량이 급변하는 경우, 기

존 샘플 시료는 총 누적시간(512초)만큼 지나서

50uSv/h로 선량값이 서서히 변화되는 것을 확인할 수

있었다. 반면에 본 논문에서 제안한 반응속도 개선을

위한 알고리즘이 적용된 샘플 시료의 방사선량의 수치

가 6초 동안에 50uSv/h로 변화됨을 확인할 수 있었다.

따라서 제안된 알고리즘은 급격한 변화에 따른 장치의

반응속도가 개선됨을 확인할 수 있었다.

Fig 7. Graph of reaction speed according to the

rapid change

그림 7. 급격한 변화에 따른 장치의 반응 속도 그래프

그림 8은 샘플 시료 10개에 대하여 5uSv/h에서

50uSv/h로 선량값을 급격히 증가시켰을 경우에 본 논

문에서 제안한 알고리즘을 적용하였을 경우에 장치의

반응속도 그래프를 나타내고 있다. 샘플 시료의 방사

선량의 수치가 6초 동안에 50uSv/h로 변화됨을 확인

할 수 있었다. 따라서 제안된 알고리즘이 급격한 변화

에 따른 장치의 반응속도가 개선됨을 확인할 수 있었

다.

그림 9는 샘플 시료 10개에 대하여 500uSv/h에서

30uSv/h로 선량값을 급격히 감소시켰을 경우에 본 논

문에서 제안한 알고리즘을 적용하였을 경우에 장치의

반응속도 그래프를 나타내고 있다. 샘플 시료의 방사

선량의 수치가 6초 동안에 30uSv/h로 변화됨을 확인

Fig 8. Graph of reaction speed according to the

rapid change(5uSv/h -> 50uSv/h)

그림 8. 급격한 변화에 따른 장치의 반응 속도 그래프

(5uSv/h -> 50uSv/h)

Fig 9. Graph of reaction speed according to the

rapid change(500uSv/h -> 30uSv/h)

그림 9. 급격한 변화에 따른 장치의 반응 속도 그래프

(500uSv/h -> 30uSv/h)

할 수 있었다. 따라서 제안된 알고리즘이 급격한 변

화에 따른 장치의 반응속도가 개선됨을 확인할 수 있

었다.

5. 결론

본 논문에서는 방사선 측정장치의 저준위 방사선 측

정 알고리즘과 방사선량의 급격한 변화에 따른 장치의

반응 속도개선을 위한 알고리즘 및 장치의 구성을 제

안하였다. 방사선 측정센서로부터 수집된 펄스의 누적

평균을 기준으로 512초의 저장 윈도우를 두어 방사선
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수치의 누적 측정법을 사용하여 저준위 방사선 측정의

측정 정밀도를 개선하였다. 또한 신규로 입력된 6초

동안의 데이터 패턴분석을 통해 두 번째 저장 윈도우

를 두어 방사선 수치 측정에서 방사선량의 급격한 변

화에 따른 장치의 반응 속도를 개선하였다. 제안된 알

고리즘에서 사용한 듀얼 윈도우 방사선 수치 측정법을

실험한 결과, 기존 5uSv/h 수준의 저선량 한계에서 대

체로 불확도가 낮아지고 선형성이 개선됨을 확인할 수

있었다. 또한 급격한 방사선량의 변화에 대한 장비의

반응속도 개선에 대해 실측실험을 통해 6초 이후에 변

화된 수치가 반응함을 확인하였다. 따라서 제안된 알

고리즘이 급격한 변화에 따른 장치의 반응속도가 개선

됨을 확인할 수 있었다.

향후 저선량 측정에 보다 성능이 좋은 GM Tube 검

출기 및 반도체 센서를 사용하여 일반용 휴대용 방사

선 측정장비의 성능 개선, 소비전력을 감소시킬 수 있

는 방법, 장치의 안정화 기간과 표준 불확도를 현격히

줄일 수 있는 방법들에 대한 연구가 필요하다.
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